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Matériaux utilisés
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Sonde fluorescente a balayage

Verres oxyfluorés dopés aux
terres rares (Er3+, Yb3t)
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Si la température de I’environnement varie, la fluorescence de I’objet va changer.
L’idée est d’utiliser le petit objet fluorescent comme capteur de température
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Motivation

Amélioration de la résolution latérale en imagerie thermique. Capteur tres localisé
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Les niveaux ?H,, et S, sont en équilibre
thermodynamique. L’intensité de lumiere

émise par ces deux pics suit une loi précise
en fonction de la température :
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Dispositif experimental

Image optique 1

La mesure de 2 raies de luminescence

Application 2 : échauffement dans une piste
d’aluminium

Structure réalisée par R. Latempa,
M. Aprili et J. Lesueur (ESPCI,
Paris et LPS, Orsay)

Résolution < 300nm
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s i permet donc de connaitre la température.
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Application 3 : échauffement dans une piste de
nickel de 200nm.

Structure réalisée par P. Low et C. Bergaud
(LAAS, Toulouse)
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Fil de nickel (passivé)
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